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Время жизни является одним из основных параметров, определяющих 
быстродействие, усиление и другие показатели полупроводниковых при­
боров. Их конструирование возможно при развитии надежных методов 
контроля времени жизни и уровня инжекции, для чего в данной работе 
исследовалась фотопроводимость (ФП). Блок-схема системы для измере­
ния ФП в зависимости от интенсивности излучения приведена на рис. 1.

ИС -  источник света, НС -  нейтральный светофильтр, Ф -  германиевый фильтр, 
г -  образец, Т -  термопара, У -  предварительный усилитель

Рис. 1. Блок-схема измерения стационарной фотопроводимости в зависи­
мости от интенсивности возбуждения

Источником излучения, в зависимости от задаваемого диапазона ин­
тенсивностей света, служила либо импульсная ксеноновая лампа ИФП- 
2000 с энергией вспышки порядка 2000 Дж либо гдлогенная лампа нака­
ливания мощностью 100 Вт. Длительность импульса излучения всегда 
значительно превышала время жизни неравновесных носителей заряда, и 
наблюдаемые амплитудные значения сигнала фотопроводимости соответ­
ствовали стационарным значениям.

Интенсивность излучения измерялась с помощью набора нейтральных 
светофильтров. Объемное возбуждение обеспечивалось за счет помеще­
ния на пути светового потока германиевого светофйльті5а, поддерживае­
мого при той же температуре, что и образец.
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